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図 1. BiDF(a), Bi-ABS glass(b), 
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1. はじめに 

近年、シリカベース Bi 添加ガラスが 1.3um 帯増幅用媒体として注目されている [1]。我々は、光導波路構造

をもつシリカベース Bi 添加ファイバの開発に成功し、808nm 励起で、1.06um 帯に蛍光を確認した。しかし、

蛍光ピーク波長が、ファイバでは 1060nm、バルクガラスでは 1250nm と異なっている。この要因の一つとし

て、ガラス中の Bi の価数との関係に着目し、XAFS(X 線吸収端微細構造)法による価数評価を実施した。 

 

2. 実験 

表１に今回評価した試料の組成を示す。BiDF(a)、

Bi-ABS glass(b)に加え、リファレンスとしてBi、Bi2O3、

NaBiO3を含む計 5サンプルについて評価を実施した。 

XAFS 測定は SPring-8 BL19B2 にて実施した。入射光

は、Si 111 モノクロメーターとミラーを 3.5mrad によ

り単色化と高次光の除去を実施した。XAFS 測定は Bi 

LIII吸収端に対して実施し、BiDF(a)と Bi-ABSglass(b)は蛍光法

で、他のサンプルは透過法で測定した。蛍光法の際の検出器と

しては 19 素子 Ge-SSD 検出器を使用した。 

 

3. 結果 

図 1に得られた XANES スペクトルを示す。BiDF(a)は 10umφのコ

ア部に Bi 400ppm を含む低濃度試料であるが、XANES については

十分に評価可能であったが、EXAFS については十分な結果が得ら

れなかった。リファレンスサンプル(Bi,Bi2O3,NaBiO3)において、

吸収端は Bi 価数が大きくなるにつれて、高エネルギー側にシフ

トしていることが確認できた。これに対して、Bi-ABSglass(b)

においては Bi2O3 と吸収端位置が近いだけではなく吸収スペク

トルの形状も良く似ている。従って、Bi-ABSglass(b)の Bi 価数

は 3 価でありかつ酸化物として存在していると推測される。ま

た BiDF(a)の X 線吸収端位置は、Bi-metal と Bi2O3の間にあるこ

とから、本試料中の Bi の価数が 1～3 価であると推測される。

以上より、Bi の価数によって、蛍光スペクトル位置が変化しているという結果を得た。 
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表 1 評価試料一覧 

NaBiO3 (Bi:5+)

Bi2O3 (Bi:3+)

Bi-metal(Bi:0+)

Bi-ABS glass(b)

BiDF(a)

Sample

0.8 BiO3- 5 Al2O3- 15 B2O3- 80 SiO2

Al[wt%]Er[wtppm]

4.33About 400
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Bi-ABS glass(b)

BiDF(a)
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4.33About 400


